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超声波探伤仪通道使用说明书
“支柱瓷绝缘子探伤”部分

(按校准键和开机键，BSN900J的通道更新密码：UPDA、INIT)

1 选配功能:支柱瓷绝缘子及瓷套检测应用

按两次【通道键】可以打开“支柱绝缘子与瓷套”的探伤界面。

本产品内置了三大类共 20个尺寸条件的探头参数(可以选择使用，一般情况下无需配齐所有探头）。

支柱瓷绝缘子是高温烧结制成的电瓷产品，制作工艺流程是电瓷生产中很重要的工序，影响烧成质量的

原因很多，如原料配方、烧结温度、气氛、燃料、窑炉、等，稍有不慎就会造成 窑后质量下降，易形成瓷

件内外部缺陷。由于没有固有的形变能且韧性极低，在长期运行中受机械负荷，以及大风、雨雪低温等恶劣

环境因素的影响，从而造成附加应力的大大增大，致使支柱瓷绝缘子及瓷套在运行中突然失效断裂而造成电

网重大安全事故。引起支柱瓷绝缘子及瓷套断裂的还有设计、安装、维护检修以及电应力和腐蚀等方面的原

因。因此，开展对支柱瓷绝缘子及瓷套的超声波检测，对于预防失效断裂事故的发生，保障电网的安全具有

重要意义。

支柱瓷绝缘子及瓷套采用专用探头进行检测，通常分为三大类。其中支柱瓷绝缘子使用纵波斜探头及并

联式爬波探头进行检测，瓷套内部和内壁使用双晶横波斜探头进行检测。本仪器按照检定规程的要求设计了

专用的检测工艺，对所配的探头进行了校准及 DAC曲线设置，方便使用者直接应用。同时仪器具有声速自

动测定功能，极大的方便了使用者，降低了使用者的工作量。

下面就针对这三类探头的使用方法进行介绍，首先按两次面板上的【通道键】进入通道设置界面，如图

11-1，按图上提示方法选择检测对象。

1.旋转“旋钮”选择“支柱绝缘子”或“瓷套”

2.按【确认键】进入“支柱绝缘子”或“瓷套”

3.按【通道键】退出

图 11-1 支柱瓷绝缘子及瓷套选择

1.1 支柱瓷绝缘子纵波斜探头检测

纵波斜探头的入射角度为 6°～10°，根据受检部位的宽度很小，一般采用入射角 6°探头，在移动范

围许可的情况下，也可采用入射角为 8°～10°的探头。探头弧面划分为φ100、φ120、φ140、φ160、φ

180、φ200、φ220 以及平面 8 种规格供选择使用。
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图 11-2 支柱瓷绝缘子

根据检定规程的工艺方法要求，需进行探头入射点、折射角的测定，扫描速度调整，检测灵敏度的确定。

这部分工作已经在探头校准时完成，并存储在通道参数中，使用者只需在后续的步骤中完成通道参数的调出

即可。检测灵敏度设置为Φ1横通孔当量，在检测工作中可根据实际需要进行微调修正。

根据被探支柱绝缘子的直径选择相应规格探头，参照图 11-2的说明，选择纵波小角度探头，按【确认键】

进入纵波小角度探头选择界面，如图 11-3。

图 11-3 纵波斜探头选择

完成参数调出后，使用者根据实际情况进行检测，并对缺陷分析及评定。具体方法可参照检定规程的说

明。

1.2 支柱瓷绝缘子并联式爬波探头检测

根据支柱绝缘子及瓷套的跨距探选择适当的晶片尺寸的探头，通常采用探头的晶片尺寸为 10 ㎜×12 ㎜

×2、8㎜×10 ㎜×2 ，跨距＜15mm 时可采用 6㎜×10 ㎜×2。弧度为φ100、φ120 ㎜、φ140 ㎜、φ160 ㎜、

φ180 ㎜、φ200 ㎜、φ220 ㎜以及平面 8种规格。

根据检定规程的工艺方法要求，需进行探头入射点、折射角的测定，扫描速度调整，检测灵敏度的确定，

距离—波幅曲线（DAC曲线）制作。这部分工作已经在探头校准时完成，并存储在通道参数中，使用者只需

在后续的步骤中完成通道参数的调出即可。检测灵敏度采用 JYZ-BX 试块测定作为基准灵敏度，在检测工作

中可根据实际需要进行微调修正。具体方法是在基准灵敏度下，当声速为 6700m/s 时，增益为 0，此时基准

灵敏度就是检测灵敏度，而每当声速下降 100m/s 时，需要在基准灵敏度基础上约增益 2 dB 作为检测灵敏度。

爬波探头检测使用DAC曲线对缺陷进行评定，仪器预置的DAC曲线采用JYZ-BX标准试块（声速为6350m/s）

标定绘制，因此在实际探伤时需根据测试的瓷件的声速范围调整补偿量。此工作在参数设置调用时由仪器自

动完成，但需先测定瓷件的声速。参照图 11-2 的说明进入声速测定界面。
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图 11-4 厚度值输入

按图 11-4 正确输入被测瓷件的直径，按【确认键】进入声速测定模式。调整 A 闸门位置选择一次回波，

调整 B 闸门位置选择二次回波，稳住探头并按确定功能下面的【F5 键】完成声速测定。

测定完成显示测定的声速值，如图 11-5。

图 11-5 声速测定结果

确定声速后按两次【通道键】返回到支柱瓷绝缘子界面并进入支柱瓷绝缘子界面，如图 11-2，选择爬波

探头，并按【确认键】进入爬波探头选择界面，如图 11-6.

图 11-6 爬波探头选择

完成参数调出后，使用者根据实际情况进行检测，并对缺陷分析及评定。具体方法可参照检定规程的说

明。
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1.3 瓷套内部和内壁缺陷双晶横波检测

瓷套内部和内壁检测需采用 K0.75 横波双晶斜探头，频率为 5MHZ，晶片尺寸为 8 ㎜×10 ㎜×2 ，并考虑

加工探头弧面，以确保探头移动时良好吻合，根据瓷套直径变化范围，确定规格为Φ160、Φ180、Φ200、

Φ220 和平面探头。

根据检定规程的工艺方法要求，需确定声速，进行探头入射点、折射角的测定，扫描速度调整, 检测灵

敏度的确定。这部分工作已经在探头校准时完成，并存储在通道参数中，使用者只需在后续的步骤中完成通

道参数的调出即可。

按图 11-1说明进入瓷套界面，再进入横波探头选择界面，如图 11-7。

图 11-7 横波探头选择

完成参数调出后，使用者根据实际情况进行检测，并对缺陷分析及评定。具体方法可参照检定标准的说

明。
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